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高電圧を伴う太陽電池(PV)モジュールの劣化現象の一つとして、出力が比較的短期間に大幅に

低下する電圧誘起劣化(Potential Induced Degradation: PID)が知られている。PIDは、カバーガラス

中もしくはセル表面に汚染物質として存在する Na などの金属イオンが、電界により移動し発生

すると考えられている。PV モジュールの長期信頼性の観点から、PID の対策は重要な課題であ

る。現在、PID 抑止対策としては、封止材に高抵抗材料を用いる方法などが報告されている。本

研究では新たな高抵抗材料として液体ガラスにより簡便に形成可能なガラス膜に注目した。多様

な塗布条件によりガラス膜をカバーガラス裏面に形成し、PID抑止効果を評価した。 

カバーガラス(180 × 180 mm2)裏面に液体ガラスを塗布後、常温にて乾燥させ、ガラス膜を形成

した。その後、p型多結晶 Siセル(156 × 156 mm)および封止材(EVA)をバックシートとともに真空

ラミネートし PV モジュールを作製した。PID 加速試験は Al法(-1000 V、85 °C、6 h)を用いた。

試料の評価にはソーラーシミュレーター(AM 1.5, 100 mW/cm2)を用いた。 

図 1はカバーガラスと EVA の間にガラス膜有無の PVモジュールにおける PID 加速試験前後の

I-V 特性である。この結果から、ガラス膜を形成することにより PID特有の Rshおよび Vocの大

幅な低下はみられなかった。また、PID 加速試験前後において、ガラス膜が無い PV モジュール

は発電効率が 13.4 %から 0.48%に約 96 %低下

したのに対して、ガラス膜を形成した PVモジ

ュールは発電効率が 14.0 %から 13.7 %に約 2 %

低下した。カバーガラス裏面に高抵抗材料であ

るガラス膜を形成することにより PIDの抑止効

果を確認した。抑止の原因をシミュレーション

で解析した結果について次講演 1で述べる。 
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図１. PID加速試験前後におけるガラス膜有

無の PVモジュールの I-V 特性 
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